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摘 要

時域反射儀（Time-Domain Reflectometry）是目前高速數位系統中阻抗量測與電路分析最常使用的儀器。由於時域反射儀

在進行待測物(device under test)量測時會產生多重反射效應導致多重阻抗不連續，因而造成量測上的誤差，為了改善量測之

精準度，本論文使用Tektronix的IConnect軟體以改善時域反射量測之誤差，而我們最終目的是擷取出待測物等效電路，用

簡潔且較精準的方法來代表高速數位系統中不連續點或是不均勻阻抗。

關鍵詞 : 時域反射儀 ; 多重阻抗不連續效應 ; IConnect
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